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1.

PRZEZNACZENIE

Defektoskop ultradiwigkowy typ DI«4P? jest tramzystorowym
przyrzadem batewy jno~sieciowym przeznaczonym do nieniszozg~
oych, ultradfwickowych badan materialéﬁ. Aparat wmodliwda

ﬁYkryoie peknieé, rozwarstwien, zmian struktury oraz innych

| wad ? vrrzedmiotach wykonanych z metalu, ceramiki, tworzyw

2.

sztucznyoh itp. Umozliwia réwniez pomiar grubosei elementéw
jednostronnie dostepnych i niektlrych wlasciwosei  fizycz-
nych materiaidw. _

Defektoskop typ DI-4P jest aparatem wmiwersalnym, przezna-
czonym do diugotrwalych i dokiadnyeh bada® laboratoryjnych,
przemystowych i polowych.

Male wymdayy, niewielki cie2ar, praca na baterie suche 1lub
akumulatory gazoszczelne, duzy ekran oraz wygodna mani pu=-

lacjazelementami regulacyjnymi, umoZliwiajg wykorzystanie

.defektoskdpu DI-4P do pracy w trudnych warunkach volowych.

Zastosowanie w defektoskople precyzyjnego tzumika,szerokie-
go zakresu liniowe] podstawy czasu, lupy elektronowej o du-
Zym powiekszeniu, wewnetrznego monitora, wzmacniacga o du-
de§ csutodci, dajg sgerokie mozliwosci pomiarowe nie uste-
pujac najwyZsze j klasy defektoskopom laboratory jnym.
Niewielki pobdr mocy Aézi pozwala na wykorzystanie do zasi-
lania akumulatoréw gazoszezelnych nie wymagajacych konser-
wac ji ludb baterii suchych co wpiywa niezwykle!korzystnie na
wygode eksploatacji aparatu.

WYPOSAZENIE

2.1. Wyposagenie podstawowe /dostarczane w cenie aparatu/:

a/ zasilacz sieciowy defektoslkopu DI=4?P



ppdedomplot—alkunulatordw--
o/ futeral ’
d/ instrukcja obsiugi
e/ karta gwarancyjna

2.2, Wypoaaionie dodatkowe /dostarczane na oddzielne za--
méwienie/: k ;
f/ aparat fotograficzny markl Smena 2z przystawks
przystosowang do defektoskopu DI-4P

'g/ skale AVG .

" n/ giowioe ultradzwiekowe

- 1/ kable koncentrvezne

J/ osiona przeciwsioneoczna

3. DANE TECHNICZNE

3.1, 0g6lne dane techniozne.

3.1¢.1« Defektoskop posiada: liniows prge2aozang pod-
stawg ozasu, lupq elektronowq, monitor /sy=-
gnalizator wad/, trumik.

3e142. Istnieje mo2liwodé podlgozenia jedneJ glowioy
nadawczo odbiorczej 1ludb dwéch rozdzielonyoh
g2owioc: nadawozej i1 odbiorozej.

3e1¢3¢ Na lampg¢ oscyloskopows nalozona Jést siatka
pomiarowa’o podziazce centymetrowe].

3.1.4, Utyteozna powlerzohnia lampy osoyloskopowe] ¢
100 x 80 mm. - ,

3.1.5. Przyrzad spelnia wymagania grupy klimatyozne}]

' K2 oraz grupy mechanicznej M2 wg BN-68/557Q01

tzn. wytrzymuje niewlelkie udary i wstrzasy w



stanie wylgozonym i zapewnia prawidiows prace
W rozszerzonym zakresie temperatur a miénowi-
oie ~10°C do +55°¢C.
3¢1s6. Moo pobilerana z akumulatoréw lub baterii 6V 2%-3,5W
3.1.7., Wymlary: 440 x 145 x 275 mm
3¢1.8, Gieéar ca 7 kG
3+149. Dane techniczne growic ultradfwiekowych poda-
ne sa w pkt. 5.3.

3.2. Szozegblowe dane techniczne

3.2.1. Maksymalny zasieg obserwacji w stali:
- 10 m metoda echa
'~ 20 m metoda przepuszozania
3e2.2. Czulosé defektoskopu bowinna zapewniaé wykry-
wanie wady sztueznej o drednioy ¢ 3 mm w odle~-
g2oéci 0.2 m od gowioy 6L0° 20 ¢ w stali przy
maksymalnym wzmoonieniu 30 4B.
3.2.3. Strefa martwa przy zastosowaniu glowiocy 6L0°
' 20C nie powinna byé wieksza niz 5 mm.
3.2.4. Rozdzielezosé defektoskopn mierzona na miedzy-
narodowym wzorcu MLS powinna wynosié 100%.
3.2.5. Zakresy zasiegu obserwacji /1 om, 2.5 om,5 om/
X 10 x 100. Dokladnoéé wyskalowanego zakresu
L 109, '
3.2.6, Liniowo%6é podstawy oczasu dla zasiegu 1 142.50ﬁ .
Jest lgpsza niz £ 54 5 d1a Yozostatych zakre— i
gbw * 3%
5 0 Regulaoja/odlegloéci /lupa elektronowa/ na po-

szczegblnych zalkresach powinna wynosié minimum



zasieg om 1] 2.5 51 10} 25| 50} 100} 250 | 500

regulac.

°dlegz.

15 1 15 | 15| #0| 80| s0] 150 300 | Bee-]

gy | 450

3.3,

3.2.8. Regulacja wzmocnienia do 79 dB, zgrubnie 10
dB, dokadnie co 1 dB z dokXadnoécia
+ 4 @B dla zakresu 0 - 40 4B
t2dB " v 40 - 79 @B
3.2.9. W2adciwodci dynamiczne defektoskopu  powinny
umozliwié obserwac je dowolnego odbitego im= -
pulsu o.wysokoéoi 70 mm po zmhiejszeniu wZmoo-
nieniz o 30 dB.
3¢2.10. Zakres pomiaru grubodei jednostronnie do=
stemmych elementéw stalowych = od 2 mm
do 10 me '
3.2.11. Defekto;kop przeznaczony jest do wspblpracy
z glowicami o'ozestotliwoéei pracy od 0.8
MHz do 12 MHz. :
3¢2.12, lNonitor sygnalizuje akustycznie pojawienie
8l¢ w miejscu 2gdanym na podstawie czasu do-
wolnegv impulsu o amplitudzie ;> 1 om,
Zasilanie
W defektoskopie typ DI-42 istniejq trzy mosliwosol
zasllanias
a/ baterie akumulatoréw kadmowo - niklowych 6 x1.2 V
typ KR 35/62 /nie wymagaja konserwacji/ ozas pra-—
cy min, Tg-godzin,
b/ baterie suche 6 x 1.5 V typ R=20,
o/ zasilanie 3 sieci 220 V £ 10% 50 Hz



‘Stabilizowany zasilaoz sieciowy sluzy‘ Jednoozesdnie
do tadowania akumﬁlatoréw. Zapewnla on stabilizacje

rradu 2adowania,

Defelktoskop posiada miernik stanu natadowania alumu-
latoréw-e '
4aéewanéemv

4. ZASADA DZIAZANTA.

Dzialanlie defektoskopu ultradéwigkowego polega na przo~
twarzaniu przy pomocy giowie ultradiwiekowych impulséw
elektr&cznyoh, dtrzymywanyoh z nadajnika na odpbWiadaJaop
- im drgania ultraqéwiekowe} Wprowadzona'do’badanego nate~
riatu fala ultradswiekowa po odbioiun sie od .napofkaned
nieciaglosel w strulcturze materialu wraca 2z powrotem ~ do
growioy, gdsie zostaje przetﬁoriona na odpowiedni impuls
elektryczay. , _ ; =
Po wetoonlentt 1 detekoji w odﬁibrniku 1m§ulsy\elektry§z-
ne yodawéne 84 na prytki lampy oscyloskopowej. Na ekranie
lampy osoyloskopowej otrzymujemy osoylogram, na podstawie
ktérego moZna okreslié odlegloéé miedzy miejsqem yrzyzo-
\2en1a’319wicy_a rowierzochnig' odbijajaog /;ada/ oraz osza=-
cowaé jeJ wielkosé.
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S+ URUCHOMIENIE PRZYRZ4DU I PRZEPISY ROBOCZE.
5.1. Pod2gozenie £rédra zasilania

5.1.1. Zasilanie bateryjne.
Do .po;}emnika wg podane) na nim biegunowodci w2zo-
2yé 6 szt. baterii suchych t&p R20. Pojemniki
umiescié w defektoskopie poprzez otwér ogna-
cgony 6 x 1,2/1,5V znajdujaoy sie w piycie
tylnej.
Czas pracy ciaglej na baterie okoto § 3 godzin.

Praca z przerwami wydiuza 2ywotnosé baterii.

sesilaniey—icbdry-ololtryoenio—od2yeoza—baterie
Stan natadowania baterii wska-

céoda :
guje miswedkl-T, kedor—siedopr—_biabond enked o

Swiecenie cliool 2
baterie wytadowane.
5:9.2, Zasilanie akumulatorowe.
Do pojemmika wg podanej w nim biegunowosoci wio-
2yé 6 szt. akumulatoréw kadmowo-niklowych tyv
KR 35/62. Pojemnik umieécié w defektoskopie jak

w pld;. 5.1 o4
- [
Czas praocy ciagrej minimum 46 godzin.

Podobnie jak w pkt. 5.1.1 wyladowanie akumu-
latordéw ponizeJ dopuszczalne] wartofeil napigoia

zaswiecenie diocky B
powoduje <sadsziatanie—agutoms O ZRA-L0

Pole—osorwones ladowanle akumulatorédw odbywa
sle w zagilaozu sieciowym DI-4T. W tym celu po-
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jermik z alumulatorami nalezy umiesdolé w 2aa1-
laogu. Wlo2yé wtyozke sleciowsn do gniazda‘sxooi
zasilajaoce) 220 V 50 Hz. Wylaoznik klawiszowy
ognaczony "SIEé" woibnaé. W;aozenia gasygnali~
gzowane jest zadwieceniem sie 2arbéwki kontrolne}
0 przeblegajacym proocesle 2adowania 1nformuje'
'éwiepqca zarbweczka oznaozona "FAIM . Zasilace
‘zapewnia stabiliznoje pradun ladoquia.
Réwnoczodnle z Iadowanlum zasilaoz ale—
olowy DI-4T moze zasllaé defektoskop DI~4T. Za-

koxozenie tadowania akumulatordw nile pPrzorywa

zansilania defektoskopn. Przy pracy defektoakopu
Adicda B me ‘wﬂec/t

i z naYadowanymi akumulatorami -wekasdwica—mnior—
a*ka—B-%aa9daﬂe—9é4—pe—+0wa&—~&h$9n40—¢¢aleneﬁn
Uwaga: akumilatory KR 35/62 nile wymagaja
'konanrwaojtf
S.1.3. Zasilanie sieciowa.

Zaailanie_def;ktoskopu DI-4®P z sieci pradu
zmiennego 220 V 50 Hz odbywa sie za posred~
nictwem zasllacza siecloweps NDI-47P,

w fym celu néleZy wlozyé wtyczké sleociowqs zasi-—
lacza do gniazda sieoi zasilajacej, a nastep-
nie yozaczyé kablem zakoﬂozanym z obu styon
wtykami diodowymi, gninzdo w zasi}aozu ozZnaoczo-—

ne "WYJSCIE" z gulazdem oznaczonym "ZASILANIF"

11 e
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zna jdujgeym sie w tylnej ptycle defektoskopu. Wy=-
13eznik w zasilaczu oznaczony n STEGn weisngé, Wige
czenie zasygnalizowane jest zadwieceniem sie 2a=-
réwki kontrolnej. Weisnaé czerwony klawisz ozna-
czony " *l " znajdujgey sie na plycie czolowe] de-
fektoskopu. Odczekaé kilkanadcie sekund w celu nae-
grzania sie lampy osocyloskopowej. Po ukazaniu sie
na ekranie podstawy czasu, defektoskop jest gotowy

do pracy.

5.2. Przeznaczenie elementdw regulacy inych i pomiary.

1.
2,
3.
4.
5e
6.
7.
8.
9.

Pragelacznik rodzaju pracy

Skokowa regulacja wzmoonienia eo 40 4B

Skokowa regulacja wzmoenienia co 1 dB

Gniazdo odbiornika’

Gniazdo nadajnika

Wiacznik filtru

Regulacja odlegtosci

Wiacznik monitora, regulaeja pocagbkw bramki monitora
Wlaczenie defektoskopu :

10. Przetgcznik szerokoéci impulsdw

1.

Przelacznik ozestotliwodei powtarzania impulséw na-
dawezych

12. Regulacja zaslegu

13. Regulacja korica bramki monitora

14. Regulacja szybkodci pisania podstawy czasu

15, Regulacja podciecisa

16.

Diode. :
tanu naladowania akumulatordw.

- 13 =
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5¢2e10

5e2e26

52636

524,

Rodzaj pracy.

Przy pracy metodsa przepuszczania weisngé klawisz 1,
growice odbiorezs poraczyé z gniazden 4 a glowice na-
dawoza z gniazdem 5.

Przy pracy metodg echa, klawisz 1 gpiéniety, gtowioce
rotgsczyé z gniazdem 5.

Skalowanie zasiegu.

Skalowanie zasiegu polega na dostosowaniu szybkodecl
pisania podstawy czasu do predkosci rozohodzenié sie
fali ultradiwickoweJ w badanym materiéle.

Przy skalowaniu jako wzorcé naleZy uzywadéd materialu,
ktéry chcemy badaé.

Skalowanie przeprowadzié na zakresie 50 cm. Gowice
przytosyé do prébki o grubosci 100 mm. Impuls nadawozy
ustawié na kresce 0, podzialki umieszczone) na ekranie
lampy oscyloskopowej. Galka 14 regulowaé tak, azeby 5
echo uzyskaé na korcu skali ekranu, dokZadnosé pozosta-
tych zakreséw ¥ 10%. Dla uzyskania wiekszej dokZadno=

$c1 nalezy skalowaé zakres, na ktérym chcemy dokonywaé

badan.

Zasigg obserwacji.

Zasigg obserwacJi nalezy dobleraé odpowiednio do wy-
miaréw badanego elementu. Zasig¢g przelgozany jest sko-
kowo za pomocg przetgcznikéw klasiszowych 12. ~ Przesz
woldnigcle odpowiedniego klawisza uzyskujemy zasieg
obserwacji 1 omy, 2.5 c¢m lub 5 cm. Ka2dy z podanych za;
kreséw mozna zwielokrotnié 410 lub 100 razy.
Wzmocnienie.

Regulacji amplitudy sygnazu ogladanego na lampie oscy-

- 15 -



562450

5e2ebe

loskopowej dokonuje sig¢ korzystajge z przelaoznikéw
klawiszowych 2 1 3. Przelacznik 3 pozwala na regulacje
co 1 dB. Przetgeznik 2 reguluje wzmocnienie co 10 dB.
PeIng wartosé wzmoonienla daje suma wartosecl nastawio-
nych przez oba przezgezniki. |

Regulacja odleglodei /lupa elektronowa/.

Do regulacji odleglofei stusy 10 obrotowy potencjometr
7. Dzigki zastosowaniu ukZadu regulacji odlegzobei,
mozna oglgdaé dowolny wycinek drogi fali ultradiwiegko-
weJ w badanym materiale w duzym powilgkszeniu / nie
mnie jszy Jednak ni% 4 em/. Np. zaxbzmy, Ze interesujg~
cy nas wycinek lezy miedzy 14 a 15 cm badanego mate-
riazu tzn. zasigeg obserwacji, przelscznik 12 ustawiony
Jest na 25 em lub wigcej. Pooczatek badanego wycinka
Przesuwamy garka 7 na ypoczatek podstawy czasu. Nastep-
nie przelacznikiem 12 ustawiamy zakres 10 cm, Otrzyma-
ny oscylogram przedstawia interesujacy nas wycinek w
powiegkszeniu., Gdybyémy teraz przelacznikiem 12 ustawi-
11 zakres np. 1 cm, to na petnej podstawie czasu lampy
oscyloskopowej, otrzymalibyémy obraz odcinka zawértego
miedzy 14 a 15 cm. | |
Regulacja odleglosci moze byé dodatkowo wykorzystana
do przesuwania impulséw w poziomie.

Poprawa czytelnosei obrazu.

Dla lepszej czytelnosei obrazu lampy oscyloskopowe]
ostre kontury ogladanych impulsdw moZna zragodzié po=-
Przez weifniecie klawisza 6 /Piltr/. Naleiy sie jednak
wéwezas liczyé z pogorszeniem rozdzielczodoi 1 strefy

martwej .

- 16 -



5,2.7.

5.2.8¢

Poprawe ozytelnosci i przejrzystodé obrazu jak réw-

‘nie? uratwienie 1nterprétacji oscylograméw daje za~

stosowanie w defektoskopie podcieoié liniowego , kt 6~
rego gtebokosé fegulujemy w spogéb ptynny pokretlem
nr 15 /PODCIECIE/. Podciecie to "podcinav impulsy
widoczne na ekranie, od dolu eliminujac wezelkie za
ktbcenia 1 szumy.

Czestotliwoéé powtarzania.

Zmiany czestotliwosdci powtarzania impulséw  nadaw-
oczyoch dokonujemy przetacznikiem 11 /f/. WyZszg
czestotliwodé uzyskujemy przy wyocidnigtym klawiszu
1% 1 ze wzgledu na lepsze éwieoenie obrazu lampy

oscyloskopowe] ta pozycja jest bardzie] wskazana’'

"przy ypracy. W wypadku pojawienia si€¢ na podstawie

ozasu dodatkowych impulséw, pochodzacych z  niewy-
tumienia sig fali ultradiwigkowej z  poprzedniego

uderzenia, nalezy zmnie jszyé czestotliwosé powta-

.rzania poprzez woidnigcie klawisza 11.

Szeroko$é impulsdw

Zmiany szerokosoi nadawczego impulsu ultradiwigiko-
wegb dokonuje sie przelaocznikiem 10 /1, 2/. Na j=-
wiekéza szeroknééyuZyskujemy przy’wciéniqtych kla=
wiszach 1 1 2, a najmniejsza przy wycisnigtyoch.Wei-

‘énieoie pojedyfezego klawisza 1 lub 2 daja wartosol

- poSrednie. Wraz z szerokoscia impulsu nadawoze-

-

go rodnie energia fali ultradiwickowej wnikana w

"material tzn. poprawla si¢ czulos$é aparatu, nato~

miast pogarsza sieg rozdzielozoééri strefa martwsa.

-.17__..



5e20e9¢ Monitor.

Defektoskop posiada sygnalizator wad, obe jmujacy
swym zasiegiem dowolny odeinek badanego-matérialu.
ijaw;enie sie odbicia od wady, letace] w czedel
materiatu, objeteJ dziataniem monitora, sygnalizo-

- wane jest dswiekowo.

5.2.10;

W2gozenie monmitora % reguiaoja poczat ku braﬁki do=-
konywane jest pokretiem nr 13 /MONITQR/, zas regu-
lac ja koriea bramki pokrétlem nr 8 .,

Monitor reaguje na kazdy imphls'lézéoy w zakresie
obszaru bramki, je$li amplituda impulsu jest wigk-
sza od 1 om. Dziala na Qszystkich zakresach pod-
stawy{czasu.

Pomiary grubosei.

Przy pomooy defektoskopu moZliwe sa pomiary gru=
bosci elementSéw jednostronnie dostepnych. Przy po=-
miarach gruboéci nalety wyskalowaé zakres, na kté-
rym chcemy przeprowadzié badanie /pkt. 5.2.2./ .
Azeby uniknaé biedu jJjaki wprowadza impuls nadawezy,
nalefy za pomooa pokretla nr 7,iprzesuna6 obraz na
lampie oscyloskopowejktak, aby na podzialce O zna=-
lazl sie¢ pierwszy impuls odbity. aniewaé podsta=—
wa czasu jJest liniowa, odezytu dokonujemy bezpo-
érednio ze skali ekranu. Mierzons gruboscia bedzie
rodlegZOéé miedzy dwoma kolejhymi impulsami.

W celu gzwigkszenia dokladnofoi pomiaru, nalegy
wzigé bdlegloéé zawarty migdzy pierwszym a osta-
tnim impulsem i nastepnie podzielié 3 przez n=1,

- 48 -



5.3.1. Smteosnoss svosowenia defektoskopil ultradiwie~
kowe J saleﬁy w dudym stopniﬁ od odpowiedniego wy-
boru glowioc ultradﬁiieknwydﬁ.-Oméw&one " ponige}
niektére typy glowioc oraz yrzyklady ioh 2854080~
waé‘nie wyeserpuj)a calosci sagadnienia 1 nalely
je potraktowaé jako wprowadzenie ogbélne.

5.3.2._dnnin-uﬂta.

Ognacszenie glowioy sklada viq z oznaczenia typu
obudowy oras Ppigciosekeyjnego ozlonu zawiera-
jacego kroétka oharékterystyke glowioy.
I ~ oszestotliwoéé gnamionowa w MHz
11 - rodzaj wytworzonej fali ultradiwiqkowe]

% - poduzna

¥ - poprzeozna

R -~ powierzchniowa
III - kat zalamania fali ultradfwickowej do stali
IV - wymniary przetwornika w mm
'V - rodza] przetworaika

K -~ wykonany £ kwarou

¢ - wykonany z ceramiki plezoelektryozne].

Se3e3. Typy glowio.

' 5.3.3.1. Typ obudowy. MO{, NO2, MO4, MO6.

Glowioe ﬁytwarzajqce féle pbdzuzne, WPro-
wad:one‘prostopadle do badanego materia-
Iu. Wykonywane s& w oparciu o pwsetwor—\
niki 2z oéramiki piezoelektrycznej o Sred-
nicach od 6 do 30 mm 1 czestotliwodol od

4 do 12 MHz. Glowioce te prameznaozone 5§
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,5.3.3.5.

do wykrywania wad, pginigé i innych nieciagtosel w
materiatach ora_z do pomiaru grubodei Scian jedno=-
stronnie dostgpnych, pom;éru p;edknéoizfal ultra=-
dfwigkowych, tIumienia itp. Powierzchnia przetworni-
ka pokryta jest warstewka ochronng odrorng na Scie-
ranie 1 uderzenia, zabezpieczajaca przetwornik przed
uszkodzeniem mechanicznym. Do badania elementdw (o]
powigrzchﬁiach chropowatych nalezy stosowaé naklada-
nie na te gtowice specjalne plastikowe nak2adki po-
lepszajace sprzqZenie glowlcy z badanym elementem.
Typ obudowy M03, MOS. '

Glowioce wytwarzajace fale podiuzne. Wykonane né yrze~-
twornikach kwarcowych o érednicach 10 1 20 mm i czg-
stotliwodciach 3 1 5 MHz. Przeznaczenie Jak w pkt.
5.3.3.1. Charakteryzuja sie maiymi zaklécehiami i
niewielka stfefa martwa. Ze wzgledu na pﬁacer z od=-
stonigtym przetwornikiem glowice te nadaja sie do
badania elementdéw o gradkich powierzchniach.

Typ obudowy 31, 32, M33, M34.

Giowice wytwarzajace fale poprzeczne i wprowadzajace
wiazke skodnie do powierzchni badanego materiazu.
Wy konane 82 né rrzetwornikach é ceramiki ©plezoelek=
trycznej o wymiarach 18 x 18 mm 1ludb 10 x 10 mm i
czestotliwodciach 2 1 4 MHz,»GZowice te przeznaczone
89 przede wszystkim do badania polqczeﬁ spawanych 1
zgrzewanych oraz do wyszukiwania wad leZacych blisko
pbwierzchni materiatu. Kgt zalamania fali wultra-
dswickoweJ w stali 45° 1 70°.

Przyktad zastosowania glowicy sko$ne] do badania
spawu przedstawiz rys.1 1 rys.2.
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Ryse 1
- przetwornik E - material spawany
- gtowica ' /9 - kat zatamania falil
- gpoina ultradiwigkowe]
- wada w badanym materiale
B8
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-  pemmmm—
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Rys. 2

- impuls poczatkowy

= echo wady

- bramka sygnalizatora wad-
- catkowita odlegto$é, mierzona w kierunku
rozchodzenia sie fali ultradZwigkowe
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Typ obudowy M35.

Glowice wytwarzajace fale powierzchniowe, biegnace
PO powierzchni badanego materialu. Wykonywane 8§ W
oparciu © przetworniki z céra-mild. priezoelektryoczned
o wymiarach 10 x 10 mm i czgstotliwodel 2 1 4 MHz,.
Gzowice te przeznaczone s do wykrywania minimalnych
peknigé hartdwniczych lud innych biegngcych od po=-
wierzchni w g¥adb badanego materiazu.

Typ obudowy M51.

Glowice podwéjne wytwarzajace fale podiuZne o kacie
zalamania a7°, wykonywane s& na dwéch przetwornikach
z ceramiki piezoelektryczne) o Srednicy 10 mm 1 oczg-

stotliwosei 1.5 1 3 MHz.

_._r—-fn-—-—- - i

Rys. 3

GZowlca ta eiuzy do wykrywania wad lefgcych w odle~
gosel od 2 do 20 mm od powierzchni badanego mate-
riatu. Praca ta odbywa si¢ metoda echa, ale podig-
oczenle glowicy 1 ustawienie przetacznika rodzaju
pracy jak przy metodzie przepuszczania /patrz pkt.
5¢2¢14/0
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5¢3¢3.6. Typ obudowy M52.

'Gloqioa podwéjna wytwarzajaca fale podlugng, wykonana
na dwéoch przetwornikaoh péikolistyoch z ceramikt ple~
goelektryosnej o sdrednfoy 10 mm i ozestotliwodoei 6
MHz. Glowioca %a brzeznacsana jest do pomiaru grudodoi
doian jednostronnie dostepnyoh od 2 do 50 mn dla sta-
11 oraz do wykrywania malych wad lesaoych tug pod po-
wiersohnig /poﬁizej 2 mm/. Pbdladzenie gtowioy jak w
Pitts 5.3.3.5. Duge gabaryty gztowioy ulatwiaja posiu-
giwanie sig nig /nie meoz§ reki/ w badaniach ociaglyoh.
Istnieje mo£liwosé zdjecia obudowy /zmnie jszenie ga=
Vbarytéw/ dla przeprowadgenia pomiaréw w  miejscaoh
trudno dostqpnyoh;

(" L
CRANETIR
000 % ‘.0.0“’0%
050,000, 0.0.0.¢.¢
7020500000 04030703
‘A’Q‘A.A.,‘l’ooq"’ S

DR

Rys. &
Glowfoa w obudowie GXowioa bez obwdowy
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Typ obudowy M61, M62. /

Gowice o zmiennym k8cie dowolnie nastawianym od
0 - 45° ala typu M61 1 od 45° do 90° dla typm M62.
Wykonywane s4 na przetwornikach z ceramiki piezo=-

-elektrycznej o &rednicy 10 mm i czgstotliwosel 3 MHz.

~ Zastosowanie jak dla giowic M31 = M34 /pkt.5.3.3.3./

S .3.1“

szezegblnie przydatne do prac'laboratoryjnych. Przed
usyciem, nalezy wprowadzié do glowicy, poprzez gér;
ny otwér oliwg, aby wypelniala mie jsce - pomiegdzy
obracajacym sie¢ cylindrem i korpusem. W wypadku do=-
gtania sig tam pecherzykéw powietréa naleZy je usu-—
naé poprzez dodatkowe doprowadzenie oliwy poprzez
otwér gbrny znajdujacy sie w oslonie gtowioy.
Powierzehnia badanego materiatu. | v
Powierzchnia badanego materiatu, do ktérego przykia-
damy przetworniki, powinna byé mosliwie gtadka i dla
zapewnienia lepszego kontaktu, pokryta cienkg war-
stewks cieozy, np. oliwy ludb wody.

' Nieréwnosei powierzchni oraz wszelkie zanleczyszcze-~

nia powoduja zmnie jszenle wykrywalnos$ci oraz zwigk-
szenie strefy martwej. Jezeli badany przedmiot Jest
izolatorem i gdy stosujemy giowice z przetwornikiem
kwarcowym, wéwczas powierzchnig przedmiotu  nalezy
Pokryé warstewka cieczy 2 nastepnie cienkg foliq me=

- talowg, do ktdérej przyklada si¢ gtowice Poprzesz

Jeszecze Jedng warstewke cleczy.
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